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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermétre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation cor. nos< =
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pou. objc* de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les d-mal 2s de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes "iter: ationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national in.5ressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gc ivernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement cvec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux >t yanisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques renrése 2tent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les-Con.’té, nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations in. Wnationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guiles 3t agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités n: tionaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes ir. 2rn:.tionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la normc de 'a CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette acrnie.e.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag cor me indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme . -"une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ¢t «= dicits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droi's ('« propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-75 a été établie par le sous-comité 77A: Phénoménes
basse fréquence, du comité d’étudvs  7-ue la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la section 15 de'a artie 4 de la série CEl 61000. Elle a le statut de publication
fondamentale en CEM en a.ct id avec le guide 107 de la CELI.

La présente version ccrison?Ze de la CElI 61000-4-15 comprend la premiere édition (1997)
[documents 77A/180/FED.,S et 77A/190/RVD et son amendement 1 (2003) [documents
77A/389/FDIS et 77/\/39)/RVD.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son an.>ndement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le.nu.~éro d'édition 1.1.

Une lighe vericale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'emendement 1.

L_annaoxe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardize ion ~omg.’sing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC..> to >omote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electron.> fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the sihiec' dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental ory= izations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte snatioi al Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by aareement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expres. ~s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for inte.iiatior.2l use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guide: ani' they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Co. miwees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possisle in neir national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspoi dinc national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indica.= its.approval and cannot be rendered responsible for any

<

equipment declared to be in conformity with one -.f.it. standards.
6) Attention is drawn to the possibility that som=a ¢l tie elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61C70-1-15 has been prepared by subcommittee 77A: Low-
frequency phenomena, of IEC “~clnical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms section 15 of pait + »f the IEC 61000 series. It has the status of a basic EMC
publication in accordanc: witiiieC guide 107.

This consolidated versiaxn of IEC 61000-4-15 consists of the first edition (1997) [documents
77A/180/FDIS and 7.7A/790/RVD and its amendment 1 (2003) [documents 77A/389/FDIS and
77A/399/RVD.

The techricai coni2nt is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepai~d 1or user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A verus=! line in the margin shows where the base publication has been modified by
onerdment 1.

s nnex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

La CEl 61000-4 fait partie de la série des normes 61000 de la CEIl, selon la répartition

suivante:

Partie 1:

Partie 2:

Partie 3:

Partie 4:

Partie 5:

Partie 6:

Partie 9:

Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Environnement

Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas des camii3s de produit)
Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure

Techniques d’essai

Guides d’installation et d’atténuation

Guide d’installation

Normes génériques

Méthodes et dispositifs d'atténuation

Divers

Chaque partie est, & son tour, subdivisée e\ sections qui seront publiées soit sous forme de
normes internationales soit sous forme de"anports techniques.

Ces sections de la CEI 61000-4 s=roi't-puhliées dans un ordre chronologique et numérotées en
conséquence.
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INTRODUCTION

IEC 61000-4 is a part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibilit/ of the product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidelines
Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic standards

Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivided into sections which are to be published either as International
Standards or as technical reports.

These sections of IEC 61000-4 wll-"bn» published in chronological order and numbered
accordingly.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61000-4-15-ed-11-b2003-pdf/

-8- 61000-4-15 © CEI:1997+A1:2003

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermetre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

1 Domaine d’'application et objet

La présente section de la CEI 61000-4 traite des spécifications fonctionnelles et de concenticn
d’un appareil mesurant le flicker, destiné a indiquer le niveau correct de perception du flic::er
du flux lumineux (le flicker) pour toutes les formes d’ondes de fluctuation (e 1. teision
rencontrées dans la pratique. On y présente des informations permettant de cons. uire un tel
instrument. Une méthode d’évaluation de la sévérité du flicker est fournie a pactir des résultats
obtenus avec des flickermétres en conformité avec cette norme.

Cette section s’appuie en partie sur les travaux du Groupe de Trava' « . lertirbations » de
I'Union Internationale de I'Electrothermie (UIE), en partie sur les.travaux < IEEE et en partie
sur les travaux effectués au sein de la CEIl. Dans cette secun, 'es spécifications du
flickermétre ne concernent que des mesures effectuées sous 230 Vv, 50 Hz et des mesures
effectuées sous 120 V, 60 Hz; les spécifications concernont d'autres tensions et d'autres
fréquences sont a I'étude.

L'objet de la présente section est de fournir les infermetior.~.-iécessaires a la conception et a
la réalisation d’'un flickermétre analogique ou numérig 'e. '! ne spécifie pas les valeurs limites
tolérables du flicker.

2 Références normatives

Les documents de référence suivani= oont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datée s seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du docunicit de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60068-2-1:1990, Essai: ¢'environnement — Partie 2: Essais — Essai A: Froid
CEIl 60068-2-2:1974, Fsscis d’environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur séche

CEIl 60068-2-3:1969, E<ssais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068:?-1.":1984, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

vl 01000 -4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

1 Scope and object

This section of IEC 61000-4 gives a functional and design specification for flicker mecsuiing
apparatus intended to indicate the correct flicker perception level for all practical voitage
fluctuation waveforms. Information is presented to enable such an instrument ‘o pe
constructed. A method is given for the evaluation of flicker severity on the basis o1 the ~utjut of
flickermeters complying with this standard.

This section is based partly on work by the “Disturbances” Working Group u:*f= International
Union for Electroheat (UIE), partly on work of the IEEE, and partly on.wo.'> within IEC itself.
The flickermeter specifications in this section relate only to measurements of 230 V, 50 Hz
inputs and 120 V, 60 Hz inputs; specifications for other voltages :ina other frequencies are
under consideration.

The object of this section is to provide basic information for.the Jesign and the instrumentation
of an analogue or digital flicker measuring apparatus. 't di.es not give tolerance limit values of
flicker severity.

2 Normative references

The following referenced documents are indisnencable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited. aLoi=s. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including ar;y an.cndments) applies.

IEC 60068-2-1:1990, Environmertal ‘esting — Part 2: Tests — Tests A: Cold
IEC 60068-2-2:1974, Envirc nr.ental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat
IEC 60068-2-3:1969, Tnvi.onmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state

IEC 60068-2-14:1984, -nvironmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 61000-4-.:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
technigu3s — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

it 6.000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
‘ecliiiques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test
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CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEIl 61000-4-9:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 9: Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel

CEIl 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’ecsal ot
de mesure — Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brcves. et
variations de tension

CEIl 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques J'essai et
de mesure — Section 12: Essai d'immunité aux ondes oscillatoires

CEl 61010-1:1990, Regles de sécurité pour appareils électriques de mesuinge, e régulation,
et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEl 61326-1:1997, Matériels électrigues de mesure de commai.'s et de laboratoire -
Prescriptions relatives a la CEM — Partie 1: Prescriptions géréreles

CEIl 61326-10, — Matériels électriques de mesure de commr.nde e de laboratoire — Prescriptions
relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM) -- Farti: 10: Prescriptions particuliéres
pour les matériels utilisés sur des sites industriels *

* A publier.
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IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 8: Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-9:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 9: Pulse magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-4-12:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 12: Oscillatory waves immunity test

IEC 61010-1:1990, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 1: General requirements

IEC 61326-1:1997, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements — Part 1: General requirements

IEC 61326-10, — Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Electro-
magnetic compatibility (EMC) requirements — Part 10: Particular requirements for equipment
used in industrial locations *

* To be published.





